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Thin homogeneous amorphous films of bulk crystalline material AgSnSbS3 are obtained 

that are stable under irradiation by focused electron beam in TEM column.  

 

В последнее время акцент исследований материалов для фото- и термоэлек-

трических устройств направлен на многокомпонентные халькогениды систем 

Ag-(X,Y)-Sn-S и Cu-(X,Y)-Sn-S, X,Y – элементы V группы и другие лиганды [1-

5]. Соединения на основе Ag отличаются шириной запрещенной зоны порядка 

1.5 эВ и высоким оптическим коэффициентом поглощения. Цель работы – изуче-

ние возможности синтеза тонких аморфных плёнок из объемного материала 

AgSnSbS3, исследование их микроструктуры и оценка устойчивости к воздей-

ствию электронного пучка в просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) с 

ускоряющим напряжением 200 Кв.  

Синтез образцов осуществляли сплавлением исходных компонент в кварце-

вых контейнерах при температуре до 800ºC. Рентгенофазовый и рентгенострук-

турный анализы показали, что материал представляет собой смесь кристалличе-

ских фаз AgSbS2 и SnS в соотношении 1:1. Плёнки синтезировали вакуумным 

напылением через двойную маску на слюду с тонким подслоем углерода. 
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Толщина пленок ~10-20 нм. По используемой геометрии напыления в них реали-

зовывали градиент толщины, от которой обычно зависит стабильность аморфной 

плёнки. Выполнены съемки в просвечивающем скан-режиме, в режиме дифрак-

ции и ПЭМ в светлом поле, проведен рентгеновский микроанализ. 

Внешний вид плёнки представлен на рис. 1. Сплошная однородная плёнка 

аморфна, на картинах электронной дифракции наблюдается гало. Микроанализ 

показал равномерное распределение элементов в плёнке. Атомные доли массы: 

29% S, 19% Sn, 14-15% Sb, 4-5% O, 4-5% Ag, 28% Cu (Cu – материал предметной 

сетки ПЭМ). 

Исследовано воздействие сфокусированным и сканирующим электронным 

пучком (локальная Т до 300ºС), аморфное состояние пленки устойчиво во всех 

диапазонах толщин. 

 

 
Рис. 1. а – ПЭМ-снимок участка аморфной пленки; б – дифракция (аморфное гало) 
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